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Abstract (de)
Verfahren zum Messen von luftgetragener Alpha- und Beta-Strahlung künstlichen Ursprungs mittels eines Halbleiterdetektors,- wobei zur Messung
der luftgetragenen Alpha-Strahlung künstlichen Ursprungs während eines vorgegebenen Zeitintervalls folgende Schritte durchgeführt werden:-
Zählen einer Anzahl A1 von Teilchen, die auf den Halbleiterdetektor treffen und die eine Energie aufweisen, die größer ist als ein erster Energie-
Schwellenwert (S1) und kleiner ist als ein zweiter Energie-Schwellenwert (S2),- Zählen einer Anzahl A2 von Teilchen, die auf den Halbleiterdetektor
treffen und die eine Energie aufweisen, die in einem vorgegebenen Energiebereich (EB) um die Po-218-Energielinie liegt,- Berechnen einer
kompensierten Zählrate Aa von Alpha-Teilchen in Abhängigkeit von der ersten Zählrate A1 und der zweiten Zählrate A2, und- Bestimmen einer
Messgröße, die die luftgetragene Alpha-Strahlung künstlichen Ursprungs charakterisiert, basierend auf der kompensierten Zählrate Aa von Alpha-
Teilchen, und- wobei zur Messung der luftgetragenen Beta-Strahlung künstlichen Ursprungs während des vorgegebenen Zeitintervalls folgende
Schritte durchgeführt werden:- Zählen einer Anzahl A3 von Teilchen, die auf den Halbleiterdetektor treffen und die eine Energie aufweisen, die
kleiner ist als der erste Energie-Schwellenwert (S1),- Zählen einer Anzahl A4 von Teilchen, die auf den Halbleiterdetektor treffen und die eine
Energie aufweisen, die größer ist als der zweite Energie-Schwellenwert (S2),- Berechnen einer kompensierten Zählrate Aß von Beta-Teilchen in
Abhängigkeit von der dritten Zählrate A3 und der vierten Zählrate A4, und- Bestimmen einer Messgröße, die die luftgetragene Beta-Strahlung
künstlichen Ursprungs charakterisiert, basierend auf der kompensierten Zählrate Aß von Beta-Teilchen.
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